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Az ¢lettudomanyi kutatasokban az utobbi idében egyre elterjedtebb eszkoz a
kétfotonos fluoreszcencia mikroszkop, melynek segitségével harom dimenzidban és
igen nagy térbeli felbontassal figyelhet6k meg a sejten beliili folyamatok. A vizsgalni
kivant sejteket fluoreszcens festékanyaggal festik meg, melynek gerjesztésé¢hez ~100
femtoszekundum idobeli hosszasagl, infravords impulzusokat hasznalnak. A
kétfotonos abszorpcion, azaz nemlinedris jelenségen alapuld gerjesztés hatasfokat
nagymértékben meghatarozza az impulzus csucsintenzitasa, azaz egy adott energiaju
impulzus esetén az impulzus idébeli hossza. A mikroszkép fényforrasaként szolgalod
modusszinkronizalt 1ézer 100 femtoszekundumos impulzusa az objektivon athaladva,
tobbek kozott az objektiv anyagi diszperzidja miatt idében kiszélesedhet, mely a
mérés térbeli felbontasanak illetve jel/zaj viszonyanak jelent6s romlasat
eredményezheti. Ezért sziikséges a mikroszkopba bemend impulzus eldkompenzalasa
pl. Gn. prizmas impulzuskompresszor segitségével. Ezen eszkdz megtervezéséhez
sziikséges az objektiv diszperzidjanak minél pontosabb ismerete.

Dolgozatomban a Kozponti Orvostudomanyi Kutatointézet kétfotonos
fluoreszcencia mikroszkopjaban hasznalt objektiv diszperzidjanak meghatarozasara
ismertetek egy nagy pontossagu, a spektralis interferometrian alapulé mérési eljarast.
A vizsgaland6 objektivet egy Michelson-interferométer egyik karjaba helyeztem,
melynek kimenetéhez egy spektrografot tettem. Az interferométert titan-zafir lézerrel
(20 fs@800 nm) és halogén lampaval vilagitottam ki. A spektralisan bontott
interferenciaképeket haromféleképpen értékeltem ki.

A vizsgilt objektiv csoportkésleltetés-diszperzidjara 1900 + 15 fs’-et, mig a
harmadrendti diszperziéra 1200 + 500 fs’-ot kaptam. Szamolasaim szerint ezek az
értekek a 100 fs koriili impulzusoknal nem okoznak jelentds torzulast, azonban a
nemrégiben javasolt 20 fs koriili impulzusok hasznalatdinal mar nem hagyhatok
figyelmen kiviil. A méréseim alapjan az is megallapithatd, hogy az objektivnek a
mikroszkopban tortént alkalmazasakor tapasztalt idébeli kiszélesedés f6 oka nem az
anyagi diszperzid, akkor sem, ha figyelembe vesszilk a mikroszkop tobbi optikai
elemének diszperzidjat, hanem az objektivnél fellépd aberraciok. A tovabbiakban
tervezem ezen aberraciok hatasanak vizsgalatat a fent emlitett spektralis
ineterferométerrel.



